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Blogue I: Tecnologia y Electrénica de los Cls (14 horas)

El transistor MOS
Madulos basicos CMOS
Tecnologia CMOS
Procesos tecnologicos
Reglas de diseio simplificadas
Caracteristicas eléctricas
Encapsulados
Funcion del encapsulado
Tipos: Insercion y montaje superficial
Bonding. Caracteristicas térmicas

Blogue II: Diseno de Cls (16 horas)

Metodologias de disefio: Full custom, concepto de biblioteca de celdas, predifundidos
Flujo de disefio

Sistemas CAD y herramientas de disefio

Bibliotecas de celdas (celdas y macroceldas, pads)

Fan-in y fan-out. Calculo de retardos. Curvas de deriva.

Alimentacion: Pads, lineas de Vdd y Gnd.

Sefial de reloj: Generacion de la sefial de reloj. Metatestabilidad.
Autotemporizacion.Clock buffering. Clock-skews.

Consumo.

Consejos de disefio.

Bloque lII: Test de Cls (10 horas)

Test de obleas. Test de encapsulado. Test de prototipos. Test de serie.
Maquinas de test.

Modelo de fallos y generacion de vectores de test. Cobertura.

Disefio para la testabilidad: Scan-design; BIST.

Practicas :

Las practicas se centraran en el disefio de un Cl completo aunque de tamario reducido.
Es importante que el alumno pase por todas las fases del disefio (captura de
esquemas, simulacion, ubicacion y conexionado, generacion de vectores de test y
simulacion de fallos).

Cadence DFIl sera la herramienta CAD a utilizar, al menos este primer afo.
Las 15 horas de préacticas se distribuiran en 5 sesiones de 3 horas, y se emplearan 5
horas adicionales de problemas para explicar en clase (1) el DFII, y (2) cada una de las

herramientas que se van a utilizar. Sera necesaria una muy buena coordinacion entre
problemas y practicas.
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